Disciplina Topicos especiais: Microscopia eletronica de materiais Il - CH 2

Ementa: Microestruturas de interesse em engenharia; Microscopia Eletronica de
Varredura: Ideia Geral; Partes do MEV; Microscopia Eletronica Analitica: Espectro
caracteristico de emissao de raios-x: Interacao elétron-matéria, Volume de interacao;
Espectroscopia por dispersao de energia (EDS); Difracao em MEV: EBSD (electron back-
scattered diffraction); Técnicas de Preparacao de Amostras;
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